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Zadania analizy skupien

Analiza skupien (cluster analysis) to narzedzie analizy danych, za pomocag
ktérego w m-wymiarowym zbiorze danych wyodrebnia sie niepuste,
zazwyczaj roztgczne, podzbiory (grupy, klastry skupienia) podstawie
niepodobienstwa/podobienstwa ich elementow.

Wyodrebnione skupienia sg jak najbardziej rozne od siebie i jednoczesnie
zawierajg elementy jak najbardziej podobne sobie — wg. wybranej miary
niepodobienstwa/podobienstwa.

Celem analizy skupien jest pomoc w ujawnieniu wzorcow i struktur w

zbiorze danych, ktére mogg dostarczy¢ informacji na temat lezgcych u ich

podstaw relacji i powigzan. Analize skupien zalicza sie do metod uczenia

nienadzorowanego.

Przyktady zastosowan

« Marketing: segmentacja rynku w celu okreslania grup docelowych i
tworzenia spersonalizowanych kampanii

« Medycyna: grupowanie pacjentéw o podobnych objawach,
potrzebach lub reakcjach na leczenie

« Socjologia: analiza sieci spotecznosciowych

« Planowanie miejskie: identyfikacja potrzeb réznych dzielnic miasta



Cechy analizy skupien

Metoda heurystyczna —1

« Brak jednoznacznego, precyzyjnego modelu statystycznego.

* Wynik zalezy od przyjetych ustalen nt. miary niepodobienstwa
obiektow, liczby skupien, algorytmu

« Brak testow statystycznych
« Charakter eksploracyjny
* Wrazliwosc¢ na zakres wartosci zmiennych

« Wrazliwosc¢ na korelacje zmiennych



Miara niepodobienstwa

Miary niepodobienstwa obiektow okreslajg, jak bardzo réznig sie miedzy
sobg dwa obiekty. Im mniejsza miara niepodobienstwa tym bardziej
obiekty sg podobne

Klasyfikacja miar niepodobienstwa

« Dla zmiennych ilosciowych — metryka (czyli miara odlegtosc)

« Dla zmiennych jakosciowych — pseudometryka (nie spetnia wszystkich
warunkow trojkata)

Miara d(x;, X;) jest metryka, jezeli spetnia warunki:
« Tozsamosc¢ nierozroznialnych  d(x;,x;) = 0 < x; = x;
° Symetria d(xl-,xj) = d(xj,xl-)

* Nierownosc trojkata d(x;, xx) < d(x;,x7) + d(xj, xi)

W ww. wynika nieujemnosc miary: d(x;,x;) = 0



Miary odlegtosci

d;; = d(x;,x;), m-wymiar przestrzeni (liczba zmiennych)

Metryka euklidesowa
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Miary niepodobienstwa dla cech jakosciowych
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Uogdlnienie miar: Hamming’a, Jaccarda, DICE’a (Sgrensena),
Rogersa i Tanimoto, Russella i Rao; wiele z nich jest
dostosowanych do zmiennych binarnych.

Dla cech porzagdkowych czesto stosowanie rozwigzanie: zamiana
wartosci na rangi liczbowe (np. 1, 2, 3), a nastepnie wyznaczenie
niepodobienstwa stosujgc metryke.



Klasyfikacja algorytmoéw analizy skupien
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